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Zadavatel v souladu s 8 98 a 99 zakona vysvétluje a ¢asteCné méni zadavaci dokumentaci k vySe uvedené vefejné
zakazce

Zadavatel odpovida na zadost dodavatele o objasnéni dotazl dorucenou prostrednictvim elektronického nastroje
dne 17.1.2025.

Dotaz 1:

Radi bychom se na Vas obratili ohledné specifikaci pozadavkd na minimalni a maximalni proud elektronového
svazku (beam current).

V soucasné dobé je minimalni poZzadavek na proud stanoven na 3 pA, coZ neni v souladu s nasimi technickymi
moznostmi. U konfigurace s maximalnim proudem 100 nA je naSe minimalni hodnota 6 pA. Navrhujeme proto
zvazit upravu minimalniho poZzadavku na hodnotu 6 pA.

Déle bychom radi upozornili na maximalni proud elektronového svazku. Pro typické aplikace EBSD se s modernimi
detektory pouZzivaji proudy maximalné v rozmezi 1-10 nA. U aplikaci EDS jsou proudy dokonce niz3i, aby byla
zachovana vysoka rozliSovaci schopnost a zabranilo se poSkozeni vzorku elektronovym svazkem. Soucasné EDS
detektory s plochou vétsi nez 10 mma2 jsou dostatecné citlivé na to, aby umoznily vysoce rychlé mapovani i pfi
nizkych proudech. U citlivych vzork(, jako jsou biologické materidly nebo polymery, jsou bézné proudy nizsi nez 1
nA préaveé kvali riziku poskozeni svazkem.

Na zakladé uvedeného navrhujeme upravit maximalni poZadavek na proud elektronového svazku na hodnotu 20
nA, coz je hodnota odpovidajici aplikacim, které kombinuji EBSD a EDS analyzy. | pfi vy3Sich proudech (napf. 20
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nA), pouzivanych pro EBSD analyzu na kovech, jsou moderni EDS systémy schopny zpracovat signal a poskytnout
spolehliva data. (Vice informaci najdete i zde: https://www.edax.com/products/integrated-technologies/pegasus )

Vérime, Ze tyto Upravy |épe zohledni redlné podminky a potfeby v oblasti moderni elektronové mikroskopie, a
zaroven zajisti vy3si efektivitu a spolehlivost analyz.

Pro dalSi objasnéni jsme pfilozili tfi slidy s ilustracemi od spole¢nosti Oxford Instruments, které detailné popisuji
uvedené argumenty.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel upravuje poZzadavek na minimalni proud elektronového svazku na hodnotu 6 pA.

PoZadavku na sniZzeni maximalniho maximalni proudu elektronového svazku zadavatel nevyhovuje, vy3si proudy
pozaduje napf. pro moznost aplikace Wavelength-Dispersive X-Ray Spectroscopy (WDS).

Dotaz 2:
V zadavaci dokumentaci je uvedeno minimalni poZadované rozliSeni 6144 x 4096 pixela pfi pIné rotaci 360°.

Zajimalo by nés, proc pripadné vyssi rozliSeni, které mlze byt zasadni pro offline analyzu obrazu a pokrocilé post-
processing aplikace, neni ohodnoceno pridélenim dodate¢nych bodd.

Navrhujeme zvazit systém bodového hodnoceni pro nasledujici vy3si trovné rozliSeni, které mohou vyznamné
prispét k pfesnosti a kvalité naslednych analyz:

e 6144 x 4608 pixelt
e 8192 x 6144 pixelt
e 12288 x 9216 pixell
e 24576 x 18432 pixell
e 32768 x 24576 pixell
Zavedeni tohoto hodnoceni by mohlo motivovat k nabidce technologicky pokrocilejSich FeSeni a zajistit lepSi vyuziti

zafizeni pro naro¢né aplikace, kde vysSi rozliSeni hraje klicovou roli.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel povaZuje rozliSeni uvedené v zadavaci dokumentaci za dostatecné.

Dotaz 3:
V zadavaci dokumentaci je uveden poZzadavek na moZnost pozitivniho biasu alespori 600 V.

Zajimalo by nas, jaka je konkrétni aplikace tohoto poZzadavku a proc je zvolena pravé hodnota pozitivniho biasu.
Soucasné bychom radi pochopili, zda by nebylo mozné zohlednit alternativni technicka feSeni, ktera mohou
splfiovat poZzadované aplikace i bez pouZiti pozitivniho biasu.

Podle naSich zkuSenosti je imaging pfi biasu obvykle realizovan s negativnim biasem a pfi mnohem vysSich
hodnotach. Nas vyrobek mlze dosdhnout poZadovaného rozliSeni i bez pouziti biasu.
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Radi bychom navrhli, aby v hodnoceni byly zohlednény také alternativni pFistupy, které dokazou dosahnout
pozadovaného rozliSeni bez pouZiti sample biasu. NaSe feSeni je schopné splnit poZzadované parametry a
dosdhnout potfebného rozliSeni bez potfeby pozitivniho biasu, coz pFindsi vyhody, napfiklad zjednoduSeni
celkového provozu a eliminaci potencialnich komplikaci spojenych s biasem.

Proto bychom ocenili, kdyby byly pridéleny body za spInéni poZadovanych parametr( i prostfednictvim technologii,
které nevyzaduji pouziti sample biasu.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel trvd na svém poZadavku, priklad vyuZiti pozitivniho biasu je dostupny na URL
https://ieeexplore.ieee.org/document/10249079.

Dotaz 4:
V zadavaci dokumentaci je uvedeno, Ze pouziti immersion magnetic ¢ocky je bodové zvyhodnéno.

Radi bychom se zeptali, proc je immersion ¢ocka povazovana za pfidanou hodnotu, kdyz ma vyznamna omezeni v
univerzalnosti aplikaci. Napfiklad:
e Imaging vzorkd nebo ¢astic s magnetickymi vlastnostmi miZe byt s immersion ¢ockou problematické.

e Presné zobrazovani pfi naklonéni vzorku je vyrazné obtizné&jsi.

Vzhledem k témto omezenim bychom radi navrhli zvazit, zda by nemélo byt preferovano FeSeni, které poskytuje
vetsi univerzalnost a flexibilitu pro Siroké spektrum aplikaci, a zda by méla byt immersion ¢ocka skutecné bodové
zvyhodnéna.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel uvadi divody bodového zvyhodnéni pfi pouZiti immersion magnetic €ocky:

Magneticka imerzni ¢ocka zajiStuje vyssi tcinnost detekce s nejvy3sim rozliSenim pfi vSech urychlovacich napétich
- bez citlivosti na naklonéni vzorku. Dalsi vyhodou pouZiti magnetického imerzniho rezimu je vysoce Uginné
zobrazovani sekundarnich elektronll. To umoznuje pouZivat pfi zobrazovani mnohem nizsi davky elektrond, ¢imz
se zabrani kontaminaci povrchu vzorku a poskozeni nebo smrsténi materiald citlivych na paprsek. Vysoce G¢inna
detekce je mozna i pfi naklanéni vzorku, aniz by doSlo ke zkresleni nebo ztraté signalu.

PFi praci v reZimu magnetické imerze na magnetickych nebo magnetizovatelnych vzorcich Ize dosdhnout
vynikajicich vysledkl. Vzorek je vSak tfeba zmensit.

Dotaz 5:

VSimli jsme si, Ze vypocet bodového hodnoceni rozliseni v pFilozené XLS tabulce vybérového fizeni neni spravny,
protoZe pridéluje body i pro horsi vstupy, coz mlze vést k nespravedlivému hodnoceni.

Navrhujeme provéFit tento vypocet a pfipadné jej upravit tak, aby odrazel skutecné rozdily v kvalité nabizenych
parametr(. Spravné bodovani rozliseni by mélo odpovidat zadanym kritériim a objektivné hodnotit nabidky podle
jejich realnych schopnosti.

*
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Odpovéd zadavatele:

Dodavatel ma pravdépodobné na mysli nedostatky, které jiz zadavatel napravil v ramci pfedchozi zmény zadavaci
dokumentace uverejnéné dne 8. 1. 2025.

Dotaz 6:
V zadavaci dokumentaci je uveden pozadavek na dalSi SE in-beam detektor.
Radi bychom se zeptali, jaké konkrétni aplikace tento pozadavek reflektuje a proc€ je povazovan za nezbytny. Nase

feSeni tento typ detektoru nevyuziva, pfesto je schopné splnit vSechny ostatni poZadované parametry.

MU0zeme tedy pozadat o blizsi objasnéni, jaky prinos tento detektor ma a zda by mohly byt akceptovany alternativni
pristupy, které poskytuji srovnatelné vysledky bez tohoto specifického typu detektoru.

Odpovéd zadavatele:

Dalsi SE in-beam detektor zajiStuje vétsi variabilitu pFistroje a Ize diky nému ziskat dodate¢né informace o vzorku.

Dotaz 7:
V zadavaci dokumentaci je uveden pozadavek na pocet segmentti u detektoru.

R&di bychom se zeptali, jaky konkrétni Ucel tento poZadavek sleduje. U detektor( typu InLens nebo inBeam BSE,
které jsou ur€eny primarné pro materialovy kontrast a umistény vysoko v koloné (pro detekci pouze nizkouhlovych
zpétné odrazenych elektront - BSE), je pocet segmentl bezvyznamny, protoZze velkolhlové BSE nejsou
detekovany.

Pocet segmentl ma smysl u BSE detektorl umisténych pod objektivovou ¢ockou, kde mohou byt vyuZity pro rlizné
kontrasty v zavislosti na Ghlu dopadu elektrond, nebo pro 3D modelovani povrchu pomoci kvadrantt. Navrhujeme
proto zvazit, zda by mél byt tento parametr bodové zvyhodnén, kdyz u vySe zminénych detektord jeho pfinos neni
relevantni.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel trva na svém pozadavku, nebot v pfipadé segmetace detektoru Ize ziskat dodatecnou informaci o vzorku.

Dotaz 8:
V zadavaci dokumentaci je uvedeno bodové zvyhodnéni pro compucentric stage.

Radi bychom se zeptali, pro€ je toto feSeni bodové zvyhodnéno, kdyZz compucentric stage spoléha na pocitacoveé
korekce, coZ je méné robustni FeSeni ve srovnani s Cisté eucentric stage.

NaSe FeSeni vyuziva eucentric stage, ktera je mechanicky presnéjsi, spolehlivéjsi a nevyzaduje softwarové korekce,
¢imz zajistuje stabiln&jSi provoz a vyssi pfesnost. Domnivame se, Ze bodové zvyhodnéni by mélo byt pfiznano pravé
pro eucentric FeSeni, které poskytuje vy3si technickou kvalitu.

*
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Odpovéd zadavatele:

Na rozdil od eucentrického stolku nezavadi kompucentricky stolek Zzddna omezeni pro vzorky, takze mikroskopy
s timto stolkem jsou skute¢né univerzalni. Kromé toho takovy stolek poskytuje dalSi funkce, které bud nejsou u
eucentrickych stolkd k dispozici, nebo vyZaduji dalsi Gsili uZivatele k dosazZeni stejné operace. Pfikladem vyhody pfi
pouziti compucentric stage je snadné&jsi prace uzivatele pfi rotaci naklonéného vzorku.

Dotaz 9:

V zaddvaci dokumentaci neni pfidéleno bodové hodnoceni za 90° naklon, pficemz se objevuje bodové zvyhodnéni
pro tento parametr.

Radi bychom se zeptali, pro€ je 90° naklon povaZzovan za pridanou hodnotu, kdyz vétSina aplikaci, které vyzaduji
naklon, v€etné EBSD, potfebuje maximalni naklon 70°, nikoliv 90°. Tento poZzadavek na 90° naklon tedy neni pro
béZné aplikace relevantni, a proto bychom radi védéli, proc je za tento parametr pridélovano bodové hodnoceni.

Domnivame se, Ze hodnoceni by mélo byt zaméfeno na aplikace, které skutecné vyzaduji specificky thel naklonu
odpovidajici praktickym potfebdm, a ne na parametr, ktery neni pro vétsinu pripadd klicovy.

Odpovéd zadavatele:

Naklon 90° zvysuje variabilitu pfistroje. Napf. foceni snimk vrstev + EDS z hrany vzorku (vzorek je zlomeny, takze
Ize méF¥it tlouStku vrstev bez nutnosti pouziti FIB nebo specialniho drzaku).

Dotaz 10:

V zadavaci dokumentaci je uveden poZadavek na LV pFi 30 kV [nm/Pa] - @200 Pa. Tento poZadavek je v3ak
protikladny, protoZe poZadovana hodnota pro nizky vakuum je 10-100 Pa, zatimco rozliSeni je poZzadovano pro
200 Pa, coz je vyrazné mimo stanoveny rozsah.

Obvykle se specifikace rozliSeni pro nizky vakuum uvadi pfi hodnoté 30 Pa, coz je béZzné pouzivané standardni
nastaveni. Radi bychom tedy pozadali o Upravu tohoto poZadavku, aby lépe odpovidal bézné pouzivanym
parametrm pro nizky vakuum.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel upravuje uvedené rozliSeni pfi 30 kV na hodnotu @100 Pa.

Zavérem zadavatel v obecné roviné konstatuje, Ze pfedmétny elektronovy mikroskop je pofizovan do
laboratore, ktera je soucasti vyzkumné infrastruktury. PouZiti mikroskopu neni tedy vazano pouze na
vyzkum ve Fyzikalnim dstavu AV CR, nybrZ by mél byt k dispozici pro védecké pracovniky z celé Ceské
republiky, popFipadé i ze zahraniéi. Vzhledem k Sirokému védeckému zamé&Feni Fyzikalniho tGstavu AV CR a
ostatnich spolupracujicich instituci je tedy Zadouci, aby byl mikroskop co nejvice variabilni a vykazoval co
nejlepsi parametry, které umoZni méFeni nejenom vzorkl studovanych v sou€asnosti, ale také v budoucnu
(tj. v horizontu 15-20 let).

*
*
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Zadavatel v souvislosti s vySe uvedenymi Upravami zadavacich podminek uvefejfiuje aktualizovanou pfilohu €. 6
zadavaci dokumentace - specifikace pfedmétu plnéni (soubor s nazvem ,Priloha 6 - Specifikace predmetu
plneni_AKTUALIZOVANA _VERZE_2.xIsx"). Dodavatelé jsou povinni doplnit a predloZit ve svych nabidkach
tuto verzi pfilohy €. 6 (tabulky).

V souvislosti s vySe uvedenymi Upravami zadavacich podminek zadavatel téZ prodluzuje [hdtu pro podéani nabidek.

Odst. 2.2 zadavaci dokumentace noveé zni:

2.2 Nabidky se podavaji nejpozdéji do 24. 2. 2025 do 11:00 hodin.

V Praze
4 Digitalné podepsal Mgr. Vaclav Kafka
Mgr. Véaclav Kafka om0 2 103z o100
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